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1

Mero4rxa

BbINO.flHEHHR

ramepexufi

Onpe4enex he xrMtaqecKoro cocraBa

noBepxHocrr QyxxqNoxarbHbtx
MarephanoB MeroAoM pexrrenoacxofi

Qorosne xrpoH Hofi cneHrpocKon 14 H

MBH ]4K CO PAH

Ns 140-Y15-01
01.08.2023

2

Mero4rxa
BbINONHCHHR

ramepenrfi

Onpe4eneHre xhMr4qecxoro cocraBa

no BepxHocru Qyx xqr,rona.n bH btx

MarephanoB MeroAoM PO3C a pexxMe
pseudo in situ nocne o6pa6orxr e ragoeoil

cMecr nplr 3aAaHHofi rervrneparype

MB14 14K CO PAH

Ne 140-Y16-02
oL.o8.2023

3

Mero4uxa

BUnO.,lHeHrfl

rsmepexrfi

O npe4enex 14e Kxc.fl orHo-ocHoBH btx

csoicre noBepxHocrr,r QyHxr-p,roxa, bH brx

MarepxanoB MeroAoM 14 K-cnexrpocKon tah

c r4cno.n b3oBa H heM Monexyn-3oHAoB

MB'I 14K CO PAH

Ne 140-Y29-03
01.08.2023

4

Mero4rxa
BbINO.flHEHTfl

ramepexrfi

llonyveuue uso6paxeHrfi noaepxxocru

MeroAoM C3M n atanu3 x]4Mxr{ecKoro

cocraBa QyxxqraoxarbHbtx MarepHaroB

MeroAoM 3Hepro-Ar4cnepcno x Hofi

cneKrpocKo nun Ha npu6ope JSM-64601V

(JEOL Ltd.)

MBIA UR CO PAH

Ne 140-Y2-04
01.08.2023

5

Mero4uxa

Bbtno,nHeHt4f

ramepexrfi

Bu syan rsa q Ae Rpucr a n nrqecxo fi

crpyKrypbr MeroAoM I-l3M c

onpeAereHxeM 3neMeHTHOrO COCTaEa

o6paaqa MeroAoM 3[C na npra6ope

JEM 2010 (JEOL Ltd.)

MBI4 I4K CO PAH

Ne 140-Y15-05
01.08.2023

W



6 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование и визуализация 

кристаллической структуры в ПЭМ или 

СПЭМ режимах с применением 

картирования распределения 

химических элементов методом ЭДС на 

приборе Themis Z 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У12-06 
01.08.2023 

7 

Методика 

выполнения 

измерений 

Получение изображений поверхности 

образца методом сканирующей 

электронной микроскопии в режиме 

детектирования вторичных электронов 

на приборе JSM-6460LV (JEOL Ltd.) 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У1-07 
01.08.2023 

8 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование морфологии частиц 

методом ПЭМ  

на приборе JEM 2010 (JEOL Ltd.) 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У13-08 
01.08.2023 

9 

Методика 

выполнения 

измерений 

Визуализация кристаллической 

структуры в ПЭМ или СПЭМ режимах на 

приборе Themis Z 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У11-09 
01.08.2023 

10 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование морфологии частиц в 

ПЭМ или СПЭМ режимах 

на приборе Themis Z 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У10-10 
01.08.2023 

11 
Методика 

изготовления 

Получение шлифа образца для 

прецизионного анализа на СЭМ 

МИ ИК СО РАН 

№ 140-У9-1 
01.08.2023 

12 

Методика 

выполнения 

измерений 

Получение изображений поверхности 

методом СЭМ и анализ распределения 

химических элементов по поверхности 

образца с использованием энерго-

дисперсионной спектроскопии в 

режиме картирования на приборе JSM-

6460LV (JEOL Ltd.) 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У3-12 
01.08.2023 

13 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование катализаторов методом 

термопрограммируемого 

восстановления 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У38-13 
01.08.2023 

14 

Методика 

выполнения 

измерений 

Количественный рентгенофазовый 

анализ смесей неорганических 

соединений 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У24-14 
01.08.2023 

15 

Методика 

выполнения 

измерений 

Качественный рентгенофазовый анализ 

смесей неорганических соединений 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У23-15 
01.08.2023 

16 

Методика 

выполнения 

измерений 

Изготовление ламели для исследования 

на ПЭМ на приборе TESCAN Solaris 

МИ ИК СО РАН 

№ 140-У8-2 
01.08.2023 

17 

Методика 

выполнения 

измерений 

In situ исследование функциональных 

материалов методом порошковой 

рентгеновской дифракции 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У25-17 
01.08.2023 



18 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование морфологии частиц в 

режимах вторичных и обратно 

рассеянных электронов на приборах 

Hitachi Regulus SU8230, TESCAN Solaris 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У4-18 
01.08.2023 

19 

Методика 

выполнения 

измерений 

Получение изображений поверхности 

методом СЭМ и анализ химического 

состава функциональных материалов 

методом ЭДС на приборах Hitachi 

Regulus SU8230, TESCAN Solaris 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У5-19 
01.08.2023 

20 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование элементного состава 

функциональных материалов методом 

ЭДС на приборах Hitachi Regulus SU8230, 

TESCAN Solaris 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У6-20 
01.08.2023 

21 

Методика 

выполнения 

измерений 

Изготовление, визуализация и 

элементное картирование кроссекции 

на приборе TESCAN Solaris 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У7-21 
01.08.2023 

22 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование растворов и твердых тел 

методом колебательной спектроскопии 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У26-22 
01.08.2023 

23 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование твердых тел методом 

спектроскопии комбинационного 

рассеяния света 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У30-23 
01.08.2023 

24 

Методика 

выполнения 

измерений 

Проведение in situ ИКС исследований 

катализаторов в реакционных условиях 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У28-24 
01.08.2023 

25 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование ближнего порядка 

атомов в материалах 

рентгенографическим методом анализа 

распределения атомных пар 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У42-25 
01.08.2023 

26 

Методика 

выполнения 

измерений 

Исследование химического состава 

твердых неорганических веществ и 

функциональных материалов 

химическим стехиографическим 

методом дифференцирующего 

растворения 

МВИ ИК СО РАН 

№ 140-У41-26 
01.08.2023 

 

 




